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l. WSTĘP 

l.l. Przedmiot norm y. Przedmi u t.c rn normy je5t po­
bieranie próbek i metod y baclal) Kontrolnych i laborJ­
lo ry.inych warstw kopiowyc h i kop ii chemi gra fic7l1ych 
o ra z offsetowych. 

1.2. Określenia 

1.2.1. bada nia kontrolne - badania. które należy wy­
konywać d la warstw kop iowych oraz kopi i offse towych 
I chemigraficznych w prod ukcli. 

1.2.2. badania laboratoryjne - badania. któ re należy 
wy k onywać na specjalnie przygotowanych próbkach 
w laboratoriach. 

1.2.3. Inne określenia - wg BN-721740!-1O . 
1.3. Rodzaje badań. W zależności od zal-.Il' sll baddfl 

roz różnia się badania kontrolne i laboratoryjne wg 
lab . 1. 

Tabe la l 

(jrupa badtlll Rodzaje bada,; (wg) 

Badania kontrolne - wysto;powallić \-vad (42 ) 

- zdolność rep.-uclukcj i punktu ra~ -

lfowego (411 ) 

Badan ia laboratoryjne' - m asa wars twy kopiowej na Jed-
nostkę powier zc hn i (4 .3) 

- wytrzyma /ość mechaniczna na scie-
ranie (4.4) 

- przycze pn ość wa rstwy kopiowej do 

podloży (45 ) 

- oleoril noś,' t4.6) 
- odpo r ność chcmiczn'i (47) 

- Ś wia Il oczulość (48) 

, 
, 

2. POBIERANIE PRÓB EK 

2.1. Pobieranie próbek do badań kontrolnych. Nal eży 
pobrać wszystkie przygotowane do dalszej produkcji 
kopic fotochemic zne. 

2.2. Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych . 
Z partii pł y t p rzeznaczonych do wy kona nia na nich 
kopii fo tochemicznej, należy pobrać l płytę o wymia­
rach co najmniej 560 X 800 mm lub odpowied n ią 

liczbę płyt mniejszych wy miarowo jed nak w takiej li cz­
bie , aby do badań llzy-skać 4 płyty o wymia rach 
240 ;:< 360 mm z naddatkiem po 40 mm z każdego 
boku . 

W przypadku płyt niepresen sybilizowanych należy 

pohrdć lIc71ilony roz lwór kopiowy przeznaczony do na­
nosze nia na płyt _ w ilości potrzebncJ do pokrycia 
ca ł~J po wierzchni płyly w celu uzyskania warstwy ko­
piowej , k tóra będzil' foddana badaniom. Rodzaj podło­

ża i ro7lworu kopiowego na!eżv dostosować do procesu 
technologicznego zgodnie z. tab. 2. 

Ta bela 2 
:----- -

Rodzaj płyty Roztwór ko piow y 

-- clp jednos!opniowe- - uczu lony roztwó r 

go tra'A'i t"il !a z bła- PAW RK-27 wg 

chy c ynko wej wg BN-'O/7433-O I 

PN-75/H -92905 - I!1ny roztwór ko-
W przypad-

ku che mi- - do I'ieio ,topn io\w-
piOWy , uczulony 

gmfil go traw:cnia z bl a-

I chy c ynk owej wg 

I PN-75/H-92905 
--

- - 111 ne ply ty 

I 
I 
i 

I 

- k ontrastowość (4.9) 

zel olllOŚć rDl.eI zi cle za (410) 
W pr/ypild- - 7 blac hy cyn~ owej - "cz ulon y rozt~ 

(JMP wg HN-75/ I -
- zdo lność rep rncl ukcji punktu ras -

trowego (4.11 ) 

ku orrse lU g r{:'no v.la n ~J wg , 
PN-75/H·92906 7432-03 I __ J 

Zg łoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Prze m ysłu Poligraficznego 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Poligraf icznego dnia 3 czerwca 1981 r. , 

~ jako norma obowiązująca od dn ia 1 styczn ia 1982 r. i 

(Dz. Norm. i Miar nr 15/ 1981 poz. 64) I 
~--------------------------------------------- -------------------------------------_.~ 
WYDAWNICTWA NORMALlZACY.JNE 1981 Druk. Wyd Norm W-wa Ark wyd . 1.10 Nakl 800 , 55 Zam . 2060/81 Cena zl. 7.20 
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cd . tab. 2 

Rodza.j płyty Roztwór kopiowy 

- wielometalowe wg - uczulon y roztwór 
BN-7817435-0 l GMP wg BN· l5/ 

7432-03 
- uc zulon y roztwór 

PAW RK-27 wg 
BN-72/7433 .{1 1 

W przypad- - z blachy ' a lumin io- - uczulony rozt wór 
ku offse tu wejl) GMP wg BN-75/ 

7432-03 
- mIl V roztwór ko-

plO\vy. uczulony 

- mne płyty lub fo li e - inne ro ztwory ko-
piowe, uczulone 

- płyty presensybili- - ni e wys t ępuje 

zowane 

I ) Patrz Informacje dodatkowe p. 5. 

3. PRZYGOTOWANIE PRÓBEK 
DO BADAŃ LABORATORYJNYCH 

3.1. Zasada przygotowania polega na: 
a) pokryciu płyty warstwą kopiową, 

b) wstępnym poc ięciu płyy na cztery płytki , 

c) us ta leniu optymalnego czas u naśw ietla ni a wars-
twy kopiowej, 

d) od powiednim naświet l eniu, 

e) odpowiedniej ob róbce warstwy kopi owej, 
f) pocięciu płytek na próbki do badań. 

3.2. Aparatura, przyrządy, materiały i roztwory 
a) Płyta podłożowa wg 2.2 . 
b) Uczulony roztwór kopiowy wg 2.2. 
e) \Virówka do oblewu pł yty roztworem kopiowym 

z możliwością regulacji obrotów i temperatury. 
ci) Gilotyna lub nożyce d o b lach. 
ej Kopiorama . 
/) Lampa aktyniczna odpowiednia dla danej wars-

lWy. 

g) Luk so:nierz o zakresie minimum 15 000 Ix . 
h) Sekundomierz . 
i) Czarny papier zapewniaJący pełne krycie. 
j ) Wzorzec tonal ności, przezroczysty , stopniowy , 

nicrastrowa ny , 16-polowy - nr 1213 wg BN-SOI 
7402 ··04. 

ł; ) Wzorzec dokładnośc i przeniesienia farby, prze­
zrOCLysty, stopniowy, rastrowany o różnym pokryciu 
:)mcentowym ( I -;- 5 % i 95 -;- 99 0/(1 j, lO -polowy -
;'" 5261 wg BN-8017402-04. 

l) Wzorzec dokładności przeniesien ia szczegółów 

ry3\ :nku , przezroczysty, stopniowy, ra strowany , l-po-
10 \\ )' (tzw. wzorzec rozdzielczośc i) - n • .1211 wg BN -SOI 
7402-04. 

m; Roztwory potrzebne do obróbki zgod nie z normą 
pr zedmiotową lub instrukcją technologiczną dla danej 
warstwy kopiowej i dla danego procesu techno logicz­
nego. 

nI .Ma teriały zgodnie z n;)rmą przedmiotową lub 
ins tru kcją technologiczną dla danej warstwy k,)piowej 
i danego p rocesu technologicznego. 

3.3. Pokrywanie płyt warstwą kopiową. Pokrywanie 
nie dotyczy płyt presensybili zowanych. Pokrywanie po­
zostałych płyt warstwą kop i ową należy wyko nać w wi­
rówce zgodnie z norm'l przedm i otową (BN-7217433-01 . 
BN-75/7432-03) lub instrukcją technol ogic zn(~ dla da­
nej wars twy. 

W wyniku pokrywania płyty warstwą kopiową na l eży 

podać : 

a) rodzaj podłoża (płyty), 

b) rodzaj roztworu kopiowego, 
c) gęstość nanoszonego roztworu, 
d) lepkość nanoszonego roztworu, 
e) ilość roztworu nan iesionego na płytę, 

f) forma t pł yty , 

g) prędkość obrotu wi ró wk i przy nanoszemu roz­
tworu, . 

h) czas temperaturę suszema wa rstwy. 

3.4. Wstępne cięcie płyt - wg rys . I . Za pomocą 
gilotyny lub nożyc do blach z płyty pokrytej warstwą 
kopiową ściąć po około 40 mm naddatków i wyciąć 
cztery płytki o wymiarach 240X360 mm . 

Jedną z pły tek przeznaczyć do ustalenia op tyma lnego 
czasu naświetlania wg 3.5. 

Pozostałe trzy płytki przeznaczyć d o sporządzania 

próbe k d o badań wg 3.6. 

3.5. Ustalenie optymalnego czasu naświetlania . Pł ytkę 

formatu 240X360 mm. przeznaczoną do ustalen ia opty­
malnego czasu naświetla nia , przec i ~!ć NI połowę wg 
rys . I . Jedną część płytki for matu 240X I SD mm prze­
chowywać opakowaną w cz.arny papier w c iemnym po­
mieszczeniu lub w szufladzie nie dłużej niż 2 h od mo­
mentu naniesienia warstwy kop iowej (nie dotyczy płyt 
presensybi lizowanychl i użyć , gdy nie uda się próba 
z ustal eniem optyma lnego czasu naświet l ania. Drugą 

czę§ć um ieściś w kopioramie, ułożyć na nicj wzorce 
nr 12 13 i nr 5261 warstwą emulSYjną d o warstwy ko­
piowej . Pozostałą część plytki za kryć np . czarnym pa ­
pierem. Całość przygotować do naświe tlani a . Odległość 

kopi oramy od ź ródła światła powinna być t:.tka, aby 
natężeni e oświetlenia mierzone luk somierzem na szybie 
kop ioran ;y wynosiło 10000 Ix. Naświctknie nakży wy­
konać kilkakrotnie, s t osując różne czasy naśw i et l an ia, 

7asłan i ając miejsca ju ż naświetlone lub rezerwowane do 
da Iszych naś wietlell. 

W przypadku zas tosowania kilku wzorców nr 1213 
I nr 5261 len sam ekkt można os i '18nąć przez jedno 
naświetlanie w wyniku stopn iowego zasłania nia kolej ­
nych wzorców np. c zarnym paplerell~ . 

Po naświetleniu płytkę należy poddać obróbce wg 
instrukcji techno logicznej przewidzianej d la danej wars­
twy i danego procesu technologicznego, stosując prze ­
widziane w tym celu roztwory . Na podsta wie tak otrzy­
manej kopii należy ustal ić optymalny czas naświetlania . 
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Za o pt ymalny czas naświet lani a należy przyj<1Ć ten, 
przy kt ó rym uzyska się największy za kres z rep;'oduko­
"vanych runktów (w sumic w ś wiatłach i c ie niach) 
na wzorc u nr 5261. Ocena w tych samych warunkach 
sko pi o wanego wzorca nr 1213 stano wi podstawę d o 
naś wi e tlania próbek przeznaczonych do badaó (naświe­
tlanie próbek należy tak prowadzić. aby uzyskać ten 
sam efekt. który uzyskano na wzorcach przy ustaleniu 
opt ymalnego czas u naśw i e tlania). 

3.6. Sporządzanie próbek do badań. Każdą z trzech 
płytek przygotowaną wg 3.4 naświ e tlać w kopioramie, 
stosuj<jc op tymalny czas naświet lani a ustal ony wg 3.5 
I wska za nia wg tab . 3. Następnie poddać obróbce 
i poc i ąć pł y tki na próbki zgodnie z tab. 3. 

4. METODY BADAŃ 

4.1. Warunki badania. Wszystkie bada nia wg nsnseJ­
szej no rmy należy wykonywać w pomieszczen iu o tem­
peraturze 20 ± 2 oC i wilgotności wzg.l"dm:j powietrza 
60 +5 %. Próbki do badail należy stosować do 2 h 
od ich wyk o nania (nie dotyczy płyt presensybilizowa­
nych). 

4.2. Sprawdzenie występowania wad polega na ocenie 
wizualnej stanu warstwy kopiowej lub kopii w produk­
cji oraz każdej pró bki laboratoryjnej. Badanie należy 
wykonać na podstawie BN-7617432-04. 

Za wynik badania należy przyjąć występowanie lub 
ni ewystępowan ie wad. 

4.3. Masa warstwy kopiowej na jednostkę powierzchni 
4 .3.1. Zasada badania polega na wagowym oznacza­

niu masy warstwy kopiowej znajdującej się na próbce, 
na pomiarze powierzchni tej próbki oraz na przelicze­
niu o trzy ma n yc h wielkości w stosunku do powie rzchni 
uznanej za jednostkową. 

4.3.2. Wykonanie badania. Należy wykonać trzy rów­
noległe badania. Pró bkę 06 przygotowaną wg 3.6 na­
leży zważyć na wadze analitycznej z dokładnością do 
0.000 I g, na s tępnie usunąć warstwę za pomocą roztwo­
ru zm ywającego warstwę. Próbkę wysuszyć do stałej 

ma sy i po nownie zważyć na wadze analitycznej z do­
kładnością do 0,000 I g. Wymiary próbki należy każdo­
razowo s prawdzić . mie rząc za pomocą przymiaru linio ­
wego z dokładnością d o 0,5 mm . 

4.3.3. Obliczanie wyników. Masę warstwy (AJ) w g/ m1 

ob lic zyć wg wzoru 

p 

w którym: 
mi masa próbki z warstwą g. 
m2 - masa próbki bez warstwy , g. 

p - pole powierzchni próbki . m2
• 

( I ) 

Za os tateczny wynik badania n a leży przyjąć średnią 

arytmetyczną trzech pomiarów. 

Tabela 3 

O/llac/L' lli L' WY 111i a-
pró hk i 11(1 ry Przeznaczl' lli e J o badania Naświ e tlanie Obrobka 

rys . I ( 111m ) 

I 2 3 4 5 

O! 40x 150 
ś wial!oczu! ości 

1213 
wg norm y przedmi o towej lu b instruk-

przez W L O fLec nr 

k on t ra s l owośc i 
CJI tedl nologiczncj przewidzianej dla 
danej warsIwy i danego procesu tech-

u: 2Sx25 rozd z i e lczośc i p rzez W1or7.ec nr ni I nologiczn eg" sporządzania kopii 

OJ 2 5x2~ zdo l ności reprod ukcji przez wzo rzec nr 526 1 

i 
! 
I 
I 
I 

punk t u rast rowego 

i O-! 20X50 odpornosci n~ ro ztwó r - w przypadku wa rst w rOlO r0 7pu,zcza l- wg norm y przedmiolOwej luh i nstruk -

t ra wi~cy nyd l stosować pros tok:I ty O pet n y m CJI techn o log iczn ej dla danej warstwy 

k r)lci u (eza rn y papie r ) kopiowej do m o mentu l rawicllia I 

05 20X I :?O odporno~ci roz lwó r 
- v: przypadk u wars tw rolOutwa rdml-

bezpośrednio po n aśw ietleniu i oddzic-1l~1 
naświe tl ać be zpośrednio 

wywl,łuj'ley 
n yc h przez 

leniu wycinka podd<tć bacł:lniolll 
szyb\, kopiror:!my 

~ 
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cd. ta h. 3 

OznaczeniL WYłni (l-

I 
I 

pró bki na ry Przczoi:l czcn il: J o badan ia Naś \\ !ctb nie Ob rĆl h kd I 
rys. I (mm) I - - I 

I 2 l J ) I - - ___ o 

06 50x 50 0 znac'1a ni .: ma sy wars- - w przypadku wa rst \\' lotorozpu ,,- od ei "ć bo poś re d n;" p" 1l(l 111 l'~ I l' li ! li 

lWY ~\.o p i owej na jednos- cza ln yc h . po ,waże n iu . n aświ c llać ! \\):-'U~./l-il ilt \va r :-. lw" ko pio wei 

tkt; powierzch !~i 
f 

be zpoś red n in prze? "?yht; ko p,o ra m y 

- w pr7 ypa d k li v .. a t:. t w f'oto lltwa rct za 1-
n ych J1! e naś wi e tl a ć 

07 IIOX IIO odpornośc i met:ha rci czncj - w przv pad k u wa rt;; f\v l'ol orozpusz- wg nor m \' p uedm io to wci lu b in, u uk -

na śc ierani el ) czaln ych ni C naś w i eti ać I C )l le,' h nolog ic zne i pr/c wid Lia nL'; d" l 

08 
- w przypa dk li wa r~ t w ro tout wa rd zal - I dane i \.\' ~ rs tw v Kop iowej i da nego pi (l -

I 60x óO przyczepnnśc i wa rs t VY' y 
n yc h na ś wictl :.H: ht' 7;,>ośrcd n i o I [ (:~ h l! c. l ogic z.n Ct!( i , po l'7q d za n i CI 

k0piowei d o pod ł oża! l 
prEo n::"lł 

kupii 
I 

szy b, ko piora m , I 09 20X fO okofil n ośc i ') I 
10 20X 120 odpornośc i che mic znej ! ) I 
II 20X I 20 

na: 
i - ben ZY 'l<; 

I ! /2 20X 120 - na ft<; . 
_ . alk ohol e tylowy l _. ._- ---- _ .--- - ' 

_ _ _ o 

stan owiącyc h noś n i k fa rb y J!'l1ka rsk iej. ._J 
4.4. Wytrzymałość mechaniczna na ścieranie 

4.4.1. Zasada badania polega na ocen ie wizua lnej 
stanu warstw y po śc ieran iu . Badanie wykon ywać d la 
warstw offsetowych, nośników farb y drukarski ej . 

4.4.2. Wykonanie badania. Badanie wytrzymałośc i 

mechanicznej na ście ra ni e na le ży wyk onać wg BN-66/ 
6 110- i6 na apa rac ie typu Tabera wyposażo nc f' c, w k rąż­

\ i ś cierają ce es-w. Na leży wyk onać trz:; ,-" Wll o lq.>.fC 

5 n ... c ięć prosto padl e do pi n ws?ych. powod uj,]c yc h 
ur Co '.\' t1cnie ~ i a tk i n a C Ięć za W Ieraj:j;::cj 2) kwad ra tóV\ . 
Zd pomocą szkł a u 5-krntnym powi,; k sJ:cn iu s pra wuzi ć. 

czy W,ifstwa zosta la pr<lwidł o wo przec i ęta . PG w<l rslwie 
w m iejsc u naci, u3 n a Je ży prze suwać peLi zkm płas kim 

w ob u kie run kach. W ykul1:l{: po l rzJ' s iat ki n a c iy ć na 
trzcc h jcdlJl)C Zl 'ś nit> r rzygnf ( ~\; ' a n yc h pI ó bkac: h. Wars­
l V" ~t o cc1brt:j p rzyc1ep !l uśc l nl~ D,,'Wl ll na P i lC Ć u,i pry'" 

bada ni :l . Do badania na leż y z p róbk i 07 :;r/ygow w<1 nej ko v.'. 

wg ~: .. 6 wyc i <jć krą żek o s redll icy lOS m m i U ;'i UCVW;\Ć 

na stoliku i)bru!l)wy rn w a p;tra (' j ~ Ta b,> , ,,, . Scina nic 4.5 .:t Obliczan ic wyn ików. Na lóy stv,'ic ro zić w~ .. t<;-

r. ;;it ży w\' ;. on ywac krą zkam i eS-lV r ,.J obcłą żeniem pO\vanłc .,dpryskóv .. warst ':y : oK rt' śiić 1,: 11 p rocen i. 
:!SO ;'.1 i prr '! w! ąl. zonym :Jd py ła c zu . Po kd7.dych trzech Za ::Jo m ()~q ska li oc.e n rndiłllcj w P N-73/ C .. ~ 1531 
ohrO\:1ch ()Ce n l (~ wi zual nie stan wa r<; lwy . S;:in a nic pa .. , i[,lb . I . rys . . ~~ na !eż v o k l'e~ i ić st o pi eń p r/ VC7:C r ilU; L. : 
leży pm \ov adzić J i d o mc' me ntu , gd y wzdłuż całego 

k rążka wy , cę puj .';l dos t17.egall1 l' goł ym o kit:: m miejsca . 
v~ ! zie lN~ ~ r s t \v~ zC'~ i a !l i ~ usun i~ l , t ( a ż dc u k azd n ł J si ę 

podło7a ) . Liczb.; o bro tów , p rzy któ rych wys tą pi to zja ­
wl <: ko . ( l k reśia odporn ość wa rs twy na śc i e ra ni e. 

4.43. Ob jkzanie wyników. Za os t~i tec zll y wynik na le­
,\' l" z Y.lq( !1. i.1 .! nI ZS:!<! wa ność u zyska n;;j d la Jed ncj 
l. rf 7 el n pró bek. 

4.5 . Payczc.pność warstwy kopiowej do podłoża 

4.5 ,1. Zasada ba.la nia po!eg; ~ na wykollaniu na pró b­
c - O;' na cI ~ c' w po<;t:1c i s; J t Ki i prze p ro wad zeni u wiZlla l­
~l !'~j occn y \Ą· \ .:; lą ć : l: Sia ik1. Badan ie należy wykon yw3C: 
,~,! ~l ;V~irs t \V 0ff<;ctu"" ~! L. h ora :: d la \va rstw c henlig raficL­
ny·:!! p rZl' .m ac"/ vnych (l U g r;l wero\va nia. 

~.5.2. Wykvlla !1 i;~ badania. Na le :; y wykc' J1 w: tr zy ró w .. 
r vlegie ha dan i<l . D u bada nia przyc zepnoś c i wa rstwy 
co podłOŻa ml!ezy wy k o;zy~ta ( ' pr(')bk i 08 p r?ygoiowa­
[l,' v."g \ .6. N<l p ró bKa ch na IL , y wyk ona Ć kil ka p rób­
r, yeh m.c ięć Z:i pomocą ;.:yletki \v celu ·;.'ycz tIcia si ły 

n ::.': iS!< U c",'.Vn.) 1l.i4ccj przecit:cie war~ Lwy a ż d o podłoża 
pff )' :'i 0,: ! ;',,\I\C płyi ~ i iTI na cinan iu sameg,n poclło? a. Oce­
n~ nac i,·,: pp:p r,)wa d z ić za P,) ITIocą szk ł a puw !ę kszajq ­

cego (; 5- f.,,·C!I;y ni powiększep ll' . Na s tę pnie na l eży wy­
KOr. 'H' 5 rO',v n,:!, giyc h n ;' c ię(' warstwy na pł ytce ora z 

v .. 'arstwv clo podl o:' ~1 Z a wyni k o~ t a l t'C7Il)' hadan ia na­
l eży przY.i4ć ~t opi e ti p r zyc 7t' pnośc l n.ljn:;':s / y z trzec h 
próbek. 

4.6. Oleofiiność 

4.6 ,1. Zasada bada nia po lega na pom ia r, .: k<łta /wil ­
ż<lnia lI lwo i'/:onego przt'L kro p l ę w(.d y na l1i c ~ i o f1 ,! na 
po wie rzchn i!,' hadancj \;<1.-;;1\\,:. w ~((;d,)w i s ku o leju pa ­
rafin owegc . Bad an ie w\kon y v. :ić clb W<l Istw ,) (Tsc tu ­

wych będącyc h nos nik am ; fa l by dr uk a rskIej. 

4.6.2. Apa ra tura , przy rząd y, ma te ri ały 

a ) La wa optyczna wyposaż ona w Ln!liJo ŚW i ; l l ~ ,t. SL) ­

iik i w układ optyczny soczewe k. 
b) Ku weta 7 materi<d~1 prh·/rOczy- .':<-!u () wvmiarach 

okolo 30X30X30 mm . 
c) El"di i. 
d ) K,jtO J1lIl:rz . 
e) Oki pa r a f iom>,' : ' wg PN -74/C-l)61 15. 
l') W,)da des tylowa na w:,- BN-7 1/ 6l91 -95. 

4.t .. '. Wykona nie badar..h1. Do b;: d ~l l! i ," na! "'i \' \\ yk'.,­
rzysla ,' j)c,',bkt; 09 przygo tmv;\I;,/ wg 3.b . K~l Ułt pl'ób ki 
T1 , d eż. '" dc!~·:tnso\"at d G wyln ian"1 \\' k tl\,\-'et)' . ,. ~ ~ tó r e.i h;;­
dZH~ \\'y~~I_l n y \~'(t ny ; :orniar, \\ty:p nay!ó' p l'ób :\~ wg ry~. 2. 



Rys. 2 

K',lwe tę napdnić olejem parafinowym wg 4 ,, 2e) 
l umiLścić w ni".) prĆlb k\, tak aby górne 7agi~'[!c b rzeg i 
llpiudy się 11;1 gó rnej kraw\dzi b ocznyc h Ś( ;<.!nek ku­
wety . <I W;lrs t W<I o :eju nud poziomym (lck,lik ie m próbk i 
wynosiL I ,,!solo 5 mm . 

Ku wc:tę miłc:ży u . ..,t awi ć na stoli"u lawy opt ye ll1ej wg 
1"\,. , .3. wl~czyć źródło ś wiatła l ustaw : ć je lak. ab y 
promiel'; I'I'Zemil'szual się wzdłu ż gr.'l ":ic y dwódt OŚl'od­

r',',W. ,iakim i S;-l olcJ parafilwv"y wg 4 ,6,;~e) I badana 
\N<t!stwa kopiowa , Ta k lIst~lwić wzglę(jem siebie : ź ródło 

::, wiatla . k u wetę i ekra n. :\!"I " Iid ek ranie uzyska ć ostry 
Dbraz naska z war,twc! , 

Za PL) lil OLl pipety. lU powi e rzchnię za nurzo nej w ku­
Wl'CIC warsiwy nanieść hupię wody destyio'.vanei 
(wg BN -7 i/6191 -9 5) i po '.:pływ i e i min zm ieuyć na 

"kranie obyd wa kiP Y zw il żania , 

4.6 .4. Obliczanie wyników. Za wy ni k przyjąć śred ni ą 

arvtmetyczm1 trzec h o d czytów kątów zwi lża ni" uzys ka­
nyc n d la tl7ech próbele 

4.7 , Odporność chemiczna 

4 .7. 1. Zasada badania po lega na oznaczani u CLasu , 
\'.' który m badana warstW:i kopiowa ukga l ub nie u lega 
dz i ałaniu poszczegó lnych w/t wo rów lu b rozpuszczal­
ników. k tórvL'il dLia lanie na daną warstwę naieży 

~pral,l'dLić pll (!.1 . a b y poznać. jak będzie zachowywać 
.., i ~ ta war,rwa w procesie lCchnologic Lnym , 

4 .7.2. O dczynniki, ro ::lwory, sprlt;' \ 
a ) ROllwór tr;\wi<jcy - 7a leżni e 'ld rodzaju wa rstwy 

wg normy p rzed m iotowej lub instrukcji tech nologic znej, 
hl Ro ztwór Wywdłujqc y - La l e ż n ie od roJ/<1jU wars-

11\':- w~ l1tó !my przedmiotowe! :ub in stru kcji tcc h no­
iog iullej. 

cl l3enLvna 100 lT,-'-

<1i 0i<1ł'1.a wg PN-7!/C-9G043. 100 cm'. 
e) 1\ lk"lwj etylowy 96 o/r wg BN -76/ 619:l·Dl, 

lUP cm l . 

f) Lupa pU'N i ~k~:7ając<! IO·krt'lnie . 
g) Cylindry pui,:mno<ci 100 cm o. 
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4,7.3 . Wykonanie badań 
4.7.3. L Badanie odporności na roztwór trawiący . 

Na badaną warstwt; trzech próbek 04 p rzygotowanych 
wg 3,6 za pomocą pipety należy nanieść p o d wie kropie 
rozl woru t rawiącego i obserwow::tć prze7 lupę do mo­
mentu , gdy laczną wydzielać się pęcherzyki g;iZU. Fakt 
wydzielania si ę pęcherzyków gazu (wodoru) świadczy 
o tym, że warstwa została zniszczona i roztwór trawiący 
zacz~!ł dzi ała~~ na podłoże , Obserwację należy prowadzić 

nie dłużej niż 30 min, C zas. po którym zaczynają wy­

dzielać ~ię p<; cherzy ki ga zu. o kreśla odporność chemicz­
n ą warstwy na roztwór t r3w i;;ry. 

4.7 .3.1. Badanie odporności chemicznej na benzynę, 

naftę i alkohol etylowy 9t %. Do badania odporności 

chem ic znej na benzynę, naftę i alkohol etylowy naldy 
wykorzystać po trzy próbki 10. J J i 12 przygotowa­
ne wg :i ,6 , 

\V ceiu wykona nia 
pełnić następującymi 

pierwszy cylinder 
drugi c yiinder 

tr7cci cy lindel' 

hada nia trzy cylindry należy na· 
rozpuszc zalnikami: 
be nzyną, 

nafq , 
alkollOlcl1l ~, t\I()wvm. 

Rvs. 4 

Próbki należy ul11oco wac w uchwytach rozm Ieszczo­

n yc h na po ziomym prę," " stalowym, wg rys. 4, pod 
knżdą próbkę ustawić cylilldc r z rozpuszczalnikiem i za ­
nurzyć w nim próbkę tak. aby tylk o część umocowana 
IV uchwycie znajdowała się nad powierzchnią, Następ ­

nit: po upł ywie 15. 30. 60. 120, 180, 240 i 300 min 
',v yn urzać p u o kolo 15 mm próbki i zaznaczać na wars­
twi c poziom rUlpuszcza lnika, Po upływie 300 min prób­
kę wyjąć, osuszyć i poddi1c: ocen ie nieuzbrojo nym 
ok iem, Jeże li przy wynurzeniu ok aże się , że warstwa 
kopiowa przereagowała? rozpuszczalnikiem wcześniej 

i 70stala uszkodzo na . należy p ró bkę wyjąć i zakoń­
czyć badan ie , Za wynik badania należy przyjąć ni,] ' 
d ł u ższy CZ<iS, po którym warst wa nie uległa jeszczc 
uszkod zcn iu . 

4 .. 7.3.1. Badanie odporności chemicznej na roztwór wy­
wołują<: y . Do badania nal eży wykorzystać próbk:; 05 
pllygotU \\~ln~ wg 3,6. Próbkę umocować w uchwycie 
staly",u wg rys. S. ust a wić pod nią cylinder z rOl tw,) · 

rem wywolującym (wg normy przedmiotowej lub in·" 
struk,:ji techno logicznej dla danej \varstwy kopIOwej) 
i ~top;iiowo co 2 min zanurzać po o koł o 20 mm próbki. 
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Na warstwie kopiowej próbki zaznaczać poz~om roz­
tworu wywołującego . Po upływie 10 min należy wyjąć 

z roztworu wywołującego, spłukać wodą lub płynem 

zmywającym (jeżeli w normie lub ins trukcji technolo­
gicznej przewidziano jego użycie), a następnie próbkę 

przetrzeć kilkakrotnie (3-5 razy ) za pom ocą tamponu 

z wat y. 

Rys. 5 

Za wynik badania należy przyjąć najdłuższy czas, 
po którym warstwa kopi owa pocie ra na tamponem 
z waty nie ul ega jeszcze uszkodzen iu . 

4.7.4. Obliczanie wyników. Za wynik os tateczny na­
l eży przyjąć średnią arytmetyczną wyników uzyskaną 

dla trzech próbek . 
4.8 . Światłoczułość 
4.8.1. Zasada badania polega na oce ni e wiLua lnej 

efektu naświet lania przez Wlorzec t ona l nośc i nr 1213. 
4.8.2. Wykonanie badania. Do badania świ a tl oc zuł oś­

ci wziąć rróbkę Ol przygotowaną wg 3.!1 I p o ró wnać ją 

l wzorcem 12\3. Ustalić najwit;kszą gęs tość optyczną 

(D J pola wzorca 1213 , przez które było naśw ie tl one 

po le próbki wy kazujące j uż całk ow it y przebieg reakcji 
fot ochemi cznej. Pole pró bki wykazujące całkowity prze­
bi ~g rea kc ji fo tochem icznej to ta ki e po le . które w przy­
pad ku warstw fotorozpuszczal n yc h jest już całko wicie 

pozbawio ne warstwy kopi owej , a vv przypadku warstw 
fotoutwa rdzalnyc h ma warstwę już ca łkowicie zaga rb o­
'",aną (rys. 6) . 

W/orlel' !? 13 

4.8.3. Obliczanie wyników. Swiat łoczu ł ość (S) obl i­
czyć wg wzoru 

S (2 ) 
l . I . T 

w którym: 
l natężenie oświe tl e ni a , które w czas ie naświ e tla -

nia jest wi e lkością s tałą i wynos i 10 000 Ix, 
I - o ptymaln y czas naświ e tlania us talony dla da nej 

wa rstwy 
T - współczy nnik przepuszcza ln ośc i św iatła , dla 

po la na wzorc u nr 121 3 usta lonego wg 4.8. 2, 
I 

wynoszący T = w którym D1 -
a nt ylog D2 

gęstość optyczna ww . pola. 

Za wynik należy przyjąć ś redn ią a rytme t yczną 

trzec h próbe k . 

4.9 . Kontrastowość warstw kopiowych 

4.9.1. Zasada badania po lega na ocen ie wizua lnej 
sk opiowa nego wzorca t o nalnośc i . 

4.9.2 . Wykonanie badania. Do wykonania hada nia 

kontrastowości wzią ć pró bkę OJ przygotowa ną wg 3.6. 
Kontra stowość określić nie uzb rojo n ym o kiem na kopii 
wie lotona lnego, 16-po lowego wzo rca tona ln ośc i nr 1213 . 
Miarą k ont rastowośc i j est różnica gęs t ości optycznej 
(i~D) dwóc h pó l wzorca, tj . po la o gęs t ośc i o ptyczne j 
(Dl) naj mniej szej. przez które naśw i et l ona warstwa ko­
piowa w nas tę pującym później proces ie wywoływania 
jeszcze ni e wykazuje dos tr zegalnej wizua lni e zmian y 
rozpu szcza ln ośc i ze względu na mał o zaawa nsowa n y 
proces technologiczny (lm. w procesie wywoływan ia 

warstwa foto u tward zaJna będ z i e całkowicie u s un ię t el. 

a warstwa fotorozpuszcza ln;1 pozos tan ie nienaruszona) 
i po la o gęstości o ptycznej (D 2) najwi<; kszej , przez k tó re 
naświetlona warstwa kopiowa w n ast<;: pującym pM niej 
procesie wywoływania wykal.uje już cał k o witą dos trze­
gal ną wizua!nie zmianę rozpuszczaln ośc i ze względu 

na d a leko posunięt y proces fotochemicZllY ( tzn . w pro­
ces ie wywoływania warstwa fotoro zpuszcza lna zos taje 
całkowi c i e us unięta a warstwa fotoutwardzalna c<l łk o­

wic ie zagarbowana). pom niej szo na o g radient kon tras ­
towości (stop ie ń skali wzorca) , wynoszący 0,2 (rys. 6). 

4.9.3. Obliczanie wyników. Kont rastowość (~D ) ob li­

czyć wg wzor u 

!:::.D (D l - [h ) - 0 .2 (l) 

w któ rym : 
D l gęs t ość o pt ycz na na wzorcu nr 12 1:1 ustalon<t 

wg 4.9 .2, 
D2 gęstość optyczna na wzorcu nr 1213 'ustal ona 

wg 4 .9.2, 
0.2 s topień skcl li wzo rca nr 12U. 
Za wynik badania należy przyjąć śre dni ą a rytme tycz­

ną t1D d la trzech próbek. 
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4.10. Zdolność rozdzielcza 

4.10.1. Zasada badania polega na ocenie skopiowa­
nego wzorca rozdzielczości nr 3211 oglądanego przez 
lupę o powiększeniu lO-krotnym. 

4.10.2. Wykonanie badania. Do badania zsolnośc i 

rozdzielczej wziąć próbkę 02, przygotowaną wg 3.6 . 
Zdolność rozdzielczą okreś la się na podstawie kopii 
wzorca rozdzielczości nr 32! l za pomocą lupy 
o lO-krotnym powiększeniu. 

Za zdolność rozdzielczą badanej warstwy ko p iowej 
należy przyjąć największą liniaturę (liczbę linii nil cen­
tymetr) , dla której linie nie łąCl<l się ze soba ; n ie są 

dostrzegalnie po szerzone (zmienione). 

4.10.3. Obliczanie wyników. Za wynik należy przy·· 
jąć średnią arytmetyczną lin iatur trzech próbek. 

4.11. Zdolność reprodukcji punktu rastrowe'&o 
4.1 1.1. Zasada badania poiega na ocenie wizualnej 

za pomocą lupy, prawidłowo zreprodukowanej liniatu­
ry rastra wg wzorca kontrolnego. 

4.11.2. Wykonanie badania. Do badania zdolności re­
produkcji punktu rastrowego wziąć próbkę 03 przygo­
towaną wg 3.6. Zdolność reprodukcji punktu rastrowe­
go okreś l a się na podstawie kopii wzorca nr 5261. 
Ocenę , przy jakim procencie krycia ra strowego. w za­
kresie I -;- 5 % i 95.;.- 99 % dla liniatury 60 linii 
na cm, punk t rastrowy jest jeszcze reprodukowany bez 
dostrzegalnych zmian, przeprl\vad z.a się za pomocą 
lupy o lO-krotnym powiększeniu . 

4.11.3. Obliczanie wyników. Za wynik należy przyjąć 
procent krycia rastrowego, który został prawidłowo 

zreprodukowany na trzech próbkach. 

KONIE C 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Badawczo-Rozwo­

JOw y Przemysłu Po ligraficznego 

2. Normy związane 

PN-73/C-g 15 ~ l Wyroby lakierowe. Określan i e przyczepności powłok 

do podłoża o raz pr7yczepności międzywarstwowej 

P:-';-71/ ("-%043 Przetwory naftowe. Nafta - zmywacz (Antykor) 

PN-74/C-%115 Przetwory naftowe. Parafiny 

PN-75/H-lJ2905 Cynk stop<)wy. Blachv chemigrafic zne ck, tra wienia 

PN-75/H-92906 Cynk stopowy. Blacha offsetowa 

BN-ó6/6110-16 Wyroby lak ie rowe. Badanie ścieralności powłok la­

kierowych aparatem Tabera 

BN-71/6191-95 Odczynniki . Woda des ty lowana dla laboratoriów 

wodno-ściekowych 

BN-76/6193-0 I Odczynniki. Alkohol e tylowy 

BN-7217401-IO Technika drukowania płaskiego. Wykonanie formy 

drukowej. Nazwy i okrcślenia 

BN-~0/7402-D4 Wzorce kontrolne dla reprodukcji po ligraficznej 

Podział i charakte rystyka tec hni czna 

BN-75/7432-D3 Offset. Roztwór kopiowy GM? 

BN-76/7432-D4 Kopie fotochemiczne. Charakterystyka wad 

BN-72/7433-D I Chem igrafia. Roztwory kopiowe PAW 

BN- 78/7435-D I Pł y ty o ffsetowe wielometalowe na podłożu stalowym. 

Wymaga nia i bada nia 

3. Autorzy projektu normy - Ma ria Oleniacz.-Dlugosiilska , 

mgr in ż . Barbara S"opkiewicl. mgr inż. Jadwiga Muzyczek. 

4. Interpretacja wyników badali. Do chwili opracowania norm 

przedmio towych dotyczących wars tw ; kop ii fo tochemicznych należy 

przyjąć: 

a) w badaniach ko ntrol n ych - warstwę kopiową i (lub) kop ię 

należy uznać za dobr,! \\ przypadk u wyników pozytywnych badań 

wg tab. I, 

b) w badaniach laboratoryjnych - warstwę kopiową i (lub) ko­

pię m l eż.y u znać lil dobrą w przypadku wyników pozytywnych ba­

dal1 wg tah. 1. 

S. Blachy aluminiowe - wg ZN-78/MN-210-11. 
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